
ﾉｲｽﾞを圧縮し、ADｺﾝﾊﾞｰﾀやDAｺﾝﾊﾞｰﾀの

測定時間を1/8にする方法の開発
ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ兼東京工業大学大学院理工学研究科 松澤・岡田研究室 菅原,松澤

1. サマリ
・ｸﾗｲｱﾝﾄからADCの直線性ﾃｽﾄ時間の半減の要請

　- ｽﾛｰﾗﾝﾌﾟ信号を入力し､10bit ADCでは約10,000点測定

　  し､ﾃﾞｰﾀ処理していた。ｾﾝｻ用で顕著。30年間進歩なし

・まず測定時ﾗﾝﾀﾞﾑ・ﾉｲｽﾞを低減する新ｱﾙｺﾞﾘｽﾞﾑを開発

　- 10bit ADC(ﾊﾞｲﾅﾘ)ではﾉｲｽﾞを従来の1/22に低減

・従来並みのﾉｲｽﾞ量まで、ﾃｽﾄ時間を短縮

  - 従来比1/8のﾃｽﾄ時間に短縮できた。ﾃｽﾄｺｽﾄも1/8にな

　　った

2. 提案するﾉｲｽﾞ低減新ｱﾙｺﾞﾘｽﾞﾑ(ﾊﾞｲﾅﾘ・ｺｰﾄﾞ)

アナロジー

ｽﾛｰﾗﾝﾌﾟで、入力をｽｲｰﾌﾟ

10bitﾊﾞｲﾅﾘﾀｲﾌﾟADC

バイナリ・コードの場合のｱﾙｺﾞﾘｽﾞﾑ

 まずは従来通りｽﾛｰ・ﾗﾝﾌﾟ波で測定し､処理する

 出力ｺｰﾄﾞでMSBの512Cのみがｵﾝ/ｵﾌのﾍﾟｱに着目する

Vi(512C)=Vi(512)-Vi(0) これら512式の平均を取る
Vi(512C)=Vi(513)-Vi(1) Vi(512C)

Vi(512C)=Vi(514)-Vi(2) ﾗﾝﾀﾞﾑ・ﾉｲｽﾞのσは

                   : 　　　　　 　1/ 512 = 1/22に低減される
Vi(512C)=Vi(1023)-Vi(511)

これらは全て512Cの重み

を示す



3. 提案するﾉｲｽﾞ低減新ｱﾙｺﾞﾘｽﾞﾑ(ｻｰﾓﾒｰﾀ・ｺｰﾄﾞ)

ｻｰﾓﾒｰﾀ・ｺｰﾄﾞの場合のｱﾙｺﾞﾘｽﾞﾑ

測定/計算方法

測定/計算結果

 内部素子の重みに注目した統計手法を用いる新規

なADC/DACの測定/計算手法を提案した

 測定時のﾗﾝﾀﾞﾑﾉｲｽﾞをわずか1/4~1/22に低減した

 従来並みのﾉｲｽﾞを許容するならば、1/8の測定点

(=測定時間)ですみ、ﾃｽﾄｺｽﾄをわずか1/8に低減

まとめ
 C言語, BASIC言語でﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ化した

 評価用、および量産LSIﾃｽﾀ用

 種々のﾋﾞｯﾄ数、ﾊﾞｲﾅﾘ、ｻｰﾓﾒｰﾀ・ｺｰﾄﾞ及び

そのﾐｯｸｽの ADC/DAC (ΔΣ,ﾌﾗｯｼｭ型以外

のほぼ全て)に適用可能 

 現在多数の量産品に適用中

4. 測定/計算結果


